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Objetivos:

Fornecer aos alunos os fundamentos tedricos e praticos das principais técnicas de
caracterizacdo de materiais, com foco em suas aplicagGes na andlise estrutural,
guimica, térmica e morfoldgica de diferentes classes de materiais.

Justificativa:

Contetdo:

1. Introdugao a Caracterizagdo de Materiais
e Importancia da caracterizacdo na ciéncia dos materiais
e C(lassificacdo das técnicas analiticas: estruturais, quimicas, térmicas e
morfoldgicas
e Interpretagdo de resultados e correlagdo entre técnicas
2. Técnicas de Caracterizagao Estrutural
e Difragdo de Raios X (DRX)
o Fundamentos da difracdo de raios X
o Meétodos de identificagdo de fases cristalinas (método de Rietveld)
o Aplicagdes em ceramicas, metais e polimeros
e Espalhamento de Raios X a Baixos Angulos (SAXS)
o Principios e aplicagdes na analise de materiais nanoestruturados
3. Técnicas Espectroscdpicas para Identificagdo de Ligagcdes Quimicas
e Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)
o Fundamentos e modos vibracionais
o Técnicas de amostragem: ATR, transmissdo e reflexdo
e Espectroscopia de Fotoelétrons por Raios X (XPS)
o Principios e aplicages na analise da composi¢do quimica superficial
4. Técnicas Térmicas para Estudo de Estabilidade e Transformagodes Fisico-Quimicas
e Analises térmicas (TGA, DSC, DTA)
o Termogravimetria (TGA): degradagdo térmica e estabilidade
o Calorimetria Exploratdria Diferencial (DSC): transi¢des de fase
5. Técnicas de Caracterizacdo Morfoldgica e Microestrutural
e Microscopia Eletronica de Varredura (MEV)
o Formacgdo da imagem e contraste
o Modos de operagdo (SE, BSE, EDS)
e Microtomografia de Raios X
o Principios e aplicagdes na reconstrucao tridimensional de materiais




6. Técnicas de Adsorcdo e Espectroscopia Optica
e Adsorcdo Gasosa (BET)
o Determinagdo de area superficial e tamanho de poros
e Espectroscopia UV-Vis
o Fundamentos e aplicagGes na analise de materiais opticamente ativos
7. Praticas Laboratoriais (20 horas)
e Preparacao de amostras para caracterizacao
e Andlise experimental com DRX, FTIR, MEV, TGA/DSC, XPS, BET e UV-Vis
e Interpretacdo e discussao dos resultados

Forma de Avaliagao

Observagao:
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